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1. はじめに

　電子装置は社会インフラの構成要素として重要な役割を
担っているが，社会ニーズに応えるために装置の小型化，
高速化，大容量化がとどまることなく進んでいる。
　実装基板はこれら電子装置のキー要素であり，装置の要
求に応えるべく高密度化，高精細化，三次元実装など技術
の進化が続いている。
　その一方，電子装置が社会インフラの重要な構成要素で
あることから，その信頼性保証については社会から強い要
求があり，実装基板もその要求に応えなければならないこ
とは明らかである。
　しかし，現実には実装基板の品質保証は大きな課題に直
面している。特に製造段階での不良発生の有無の検査およ
び初期の回路機能確認のためのテスト技術において，回路
技術，実装技術の進歩のスピードにテスト技術が追随でき
ていないことが主たる要因である。
　製造段階での品質保証技術はバウンダリスキャンテスト
（本特集の「DfTの実践事例」参照。以下 BSTと略す）の
登場以来大きな技術革新が見られない。BST技術は現在も
その適用範囲を広げ，進化を続けているが，BST技術だけ
で実装基板の品質保証問題を全て解決することはできない
のが現状である。
　近年，このような実装基板テストの困難に対応するため
には，実装基板の設計段階でテストを容易にする仕組みを
組み込む DfT (Design for Testability)が重要との認識が進ん
でいる。
　DfTについては本特集の別稿で述べられるが，ここに簡
単に触れておく。DfTはテスト容易化設計と呼ばれ，端的
にいえば製品検査に必要な回路および実装情報を設計段階
で組み込んでおくことをいう。主な電気検査の手法にはイ
ンサーキットテスト，ファンクションテスト，BSTがある
が，実装基板の回路機能とは別にテスト用の回路（および
パターン）を用意しておかないとこれら検査ができない

か，不完全になるため DfTが必要になってくる。
　また，これからのものづくりには，製造性考慮設計 DfM 
(Design for Manufacturability)が必須とされるが，DfTを，
DfMの重要な一翼として，不良をつくらない製造につなげ
ることが期待されている。
　本稿では，最近注目されている部品内蔵基板の検査につ
いて触れた後，テスト技術の現状の課題とその解決に向け
た動向，および，ものづくりの中での検査の位置づけ，今
後の方向について述べて本特集の締めくくりとする。

2. 新たな技術と課題

2.1	 部品内蔵基板の検査

　部品内蔵基板は，電子機器のさらなる小型化・高密度化
と高機能化（パワーインテグリティ向上など）の要求を実
現するために，プリント配線板の製造段階で抵抗，キャパ
シタなどの受動部品や LSIなどの能動部品を基板内部に作
り込んだり，実装した配線板である。部品内蔵基板の表面
にさらに部品を実装して「実装基板」として完成する。
　検査の立場から見ると，表面に部品が実装されていない
部品内蔵基板は，配線しか入っていないプリント配線板
（ベアボード）と同列には扱えない（例えば，ベアボード検
査で用いられる高電圧による絶縁検査は適用できない）。ま
た回路が完結している実装基板用の検査手法（BSTやファ
ンクションテストなど）を適用することもできない。この
意味で，部品内蔵基板は実装基板の半製品であると言える。
　部品内蔵基板の（およびその製造工程内検査での）検査
法 1)は，インサーキットテストしかないのが実状である。
このテストを行うには，部品端子または回路のノードにテ
ストアクセス（プロービング）する必要がある。内蔵部品
用テストパッドを外層にまで引き出せる場合は問題ない。
しかし，テストパッドを増やすことは，本来の目的である基
板の小型化，高密度化に逆行することになる。また，テス
トパッド用の分岐により回路の高周波特性が劣化するとい
う問題も発生させてしまう。このような場合には，部品内
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